
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ解析の実際  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２０１６年０６月２７日 
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概容 

 ＸＲＤによる極点図測定では、反射法測定と透過法測定があるが、高分子材料の場合、極点図の補正を 

   考えると、透過極点測定が有利である。 

   本資料は、透過極点図からＰｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅの方位解析を説明します。 

   試料は、駅弁のおかずを保護している透明のシートである。  

   透過測定極点図の補正は吸収補正のみで、吸収を正確に測定できていれば、簡単に極点図の補正が可能に 

なります。 

吸収は、Ｓｉの回折線を測定し、回折光路にサンプルを置いて減衰率から吸収係数＊厚さを測定する。 

補正した極点図でＯＤＦ解析を行い、方位計算を行います。 

 

回折プロファイル 

  

 

 

吸収係数 

  

 

 

 

 

 

 

 



極点データ処理 

 

 

 バックグランド除去  RD補正   吸収補正 

 

処理結果 

    ミラー指数と規格化強度を表示 

  

 

 

 

 

 

 

 



処理結果を等高線（４０本表示）に切り替えると、ミラー指数と規格化密度を表示 

 

 等高線間隔を０．５に変更 

  

 RD変更で、１／４対称になりました。 

 画面を広げることも可能 

  

 

 



ODF解析 

   

 ＯＤＦ図から、結晶方位(010)[001]を得る。 

 

 



 

 

結晶方位は、(010)[001]->(hk0)[001]->(100)[001]と繋がっていると考えられます。 

 

又、ODF図の最小が０．０なので、ｒａｎｄｏｍ方位が非常に少ないと考えられます。 



各結晶方位の VolumeFractionは 

 

 

 

このＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎ結果から 

(010)[001]->(hk0)[001]->(100)[001]にほとんど、集中していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 



再計算極点図 

 

ａ，ｂ，ｃ軸方向の極点図 

 

 

 

｛１１０｝、｛０４０｝から計算した配向関数 

 

 

 

 



｛１００｝、｛０１０｝、｛００１｝極点図の配無関数と｛１１０｝｛０４０｝から計算した配向関数比較 

  

 

 

 

 

 



材料を基準としてと結晶の関係 

(010)[001] 

 

 

(110)[001] 

 

 

(100)[001] 

 

 

Ｃ軸に対し、回転しているが、均一ではありません。 


